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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-NEUVIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES POUR COURANT CONTINU A DIELECTRIQUE
EN FILM DE POLYTEREPHTALATE D'ETHYLENE METALLISE
NIVEAU D'ASSURANCE E

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisati

on
mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotech-
objet de
ravaux
participer.
rnementales,
en liaison avec la CEI, participent également collabore
étrgitement avec 1'Organisation Internationale selon
des |conditions fixées par accord entre lesg
Les
questions techniques, préparés
représentés tous les Comités ng
expI
sur |les sujets examinés.
Ces |décisions constituent rcdatlns internationales publiéeg sous
forme de normes, appe ehnd S telles
par |les Comités nja
Dang le but 4@. ion internationale, les Comités nationaux
de ja CEI s'engage er)de fagon transparente, dans toute la|mesure
possgible, les No iohales de la CEI dans leurs normes natignales
et régionales e entre la norme de la CEI et la norme Iationa-
le qu régidnale espondante doit &tre indiquée en termes clairs dajgs cette
derniére.
Normg CEI 384~19-1 a été établie par le comité d'études |40 de
CEI: résistances pour équipements électroniques.
textg de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

40(BC)766 40(BC)802

rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informati
vote ayant abouti & 1l'approbation de cette norme.

on sur
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 19: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED METALLIZED POLYETHYLENE-TEREPHTHALATE FILM DIELECTRIC
CHIP D.C. CAPACITORS
ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide
organization for standardization comprising all national electrotechnical

3) They
form
Natio
4) In or
under
exten
betwe

shall

Internatfi

40: Capa

The text

ible,

jonal Committees
press,
he subjects dealt

a special interest therel

omme eaui;;;:gpr

b5 or giides and they are accepted by

have the form o
pof standards,
nal Committees

IEC National Committees
transparently to the max

as nearly as

n the
the

imum

standards. Any divergenc
national or regional st

dard

of this apdard is based upon the following documents:
DIS Report on Voting
40(C0)766 40(C0)802

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-NEUVIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES POUR COURANT CONTINU A DIELECTRIQUE
EN FILM DE POLYTEREPHTALATE D'ETHYLENE METALLISE

NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document, complémentaire de la
specification intermédiaire, comprenant les régles concernant le style, la
présentation et le contenu minimal des spécifications particuliédres. Les
spécifications particuliéres ne répondant pas 3 ces régles ne sont pas
considérfes contormes auxX spécifications de la CEI et ne doiven
&tre déclarées comme telles.

Le contefhu du paragraphe 1.4 de la spécification intermédiai
pris en compte lors de la préparation des spécifications

Les numéros placés entre crochets dans la premiére page 3
informatfons suivantes, qui doivent étre introduites™i % acen indiqué.

Identification de la spécification particuliére

Natipnal de Normalisation sous l'autor
partliculiére est établie.

(2) Numéro CEI ou national de la spé S i iére, date d'éditioh
et toputes autres informations e ystéme national.

(3) Numéro et édition de ifi géné ue nationale ou CEI.

(4) Numéflo CEI de la écifi
Identification du,&pnjzzéégbu

(5) Courte descri

(6) Indi

Note. -

(7) Croq
changeabilité, et/ou références correspondant aux documents nationaux pu
internationaux appropriés. Au choix, ce croquis peut &tre donné dans upe

annexe I ra spécificatton particurisre.

(8) Utilisation ou ensemble d'utilisations couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note. -Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification
particuliére doit(doivent) étre choisi(s) dans la spécification
intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Ceci implique qu'une spécification
particuliére-cadre peut étre utilisée en combinaison avec plusieurs
niveaux d'assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

(9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la
comparaison entre les divers types de condensateurs.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 19: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED METALLIZED POLYETHYLENE-TEREPHTHALATE FILM DIELECTRIC
CHIP D.C. CAPACITORS
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Spe-
cification and contains requirements for style and layout and minimum content

of detail specifications.

Detail specifications not complying with these re-

quirements may not be considered as being in accordance with IEC specifications

nor shal]l they so be described.

In the preparation of detail specifications the content of Sub f the

sectional] specification shall be taken into account.

The numbI in-

formatio

Identification of the detail specification

(1) The tInternational Electrotechnical Commidsi rds
Organisation under whose authority the /d

(2) The IEC or National Standards of
issu¢ and any further informatio

(3) The number and issue number of \the ipn.

(4) The IEC number of theé\ blagk det

Identification of the lca

(5) A short desc;gpzk‘ capacitor

(6) Information of constryction (when applicable).
Note is not designed for use in printed board applica-

shall” be clearly stated in the detail specification|in

(7) Outljne drawing w2th main dimensions which are of importance for intert
changeability and/or reference to the national or international documehts
for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an appendix to

(8)

(9)

to the detatl specitication.

Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note.

be selected from the sectional specification, Subclause 3.5.4.
This implies that one blank detail specification may be used in

-The assessment level(s) to be used in a detail specification shall

combination with several assessment levels, provided the grouping

of the tests does not change.

Reference data on the most important properties, to allow comparison
between the various capacitor types.
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CEI 384-19-1XX (2)
(1) QC 302201XXXXXX
COMPOSANTS ELECTRONIQUES CEI 384-19-1 (4)
DE QUALITE CONTROLEE QC 302201
CONFORMEMENT A:
(3) CONDENSATEURS FIXES CHIPSES (5)
Croquis d'encombrement: (voir tableau I) LENE
(Projjection: Méthode du ... diédre)
(6)
(7
(D'autres formes sont permises &
1'intérieur des dimexsion né Niveau(x) d'assurance: [E (8)
\\t;§§i f;}qé;lons sur la disponibilité des composants
alif dés sSelon cette spécification particulidre
:%ﬁt\g? ées dans la Liste des Produits Qualifiés.
(9

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (2 introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 384-19 de la CEI).
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IEC 384-19-1XX (2)
(D QC 302201 XXXXXX
IEC 384-19-1 4)
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QC 302201
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
(3) FIXED METALLIZED (5)

hoVTabdhvteeloshtntsdhe &anl mor AT
LTULITLITTIDLING LQMIHLMLATE

FILM DIELECTRI .C.~CHIP

Outliine drawing: (see Table I) CAPACITOR
(...| angle projection) <\ x
(7
N

(Other shapes are permitted wi
the fimensions given Assessment level(s): E (8)

>

\i;i§i ;§}Q§:>n the availability of components
alified to this detail specification is given
Egﬁi;bng‘ alified Products List.

(9)

SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Subclause 1.4.2 of IEC Publication 384-19).
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1.2 DIMENSIONS
TABLEAU I
Référence Dimensions (en mm ou inches et mm)
du
boitier
L] max W] max H] max Lo L3 L; min e
/\((‘\

Notes 1. -Lorsqu'il n'y a pas de référence de iek, Ve \\;¥:2; I peut
étre omis et les dimensions doivent\ &tr ée ns le
tableau II qui devient alors ta

2. -Les dimensions doivent é&tre /données s maximaldgs ou en
valeurs nominales avec tolfra
1.3 CARACTERISTIQUES

Gamme de capacité tableau II)

Tolérance sur la capacité /hominale

Tension nominale (voir tableau II)

Tension de catégoxie i_af (voir tableau II)

Catégorie climatique

Température

Tension alterna i i applicable)

Charge g1 applicable)

Tangente

Résistanc

TABLEAU II
<::f eurs apdcité et tension et boitiers correspondants
Tension nom;;:;;\;>
Tension de catégorie (1)
Boitier Boitier Boitier Boitier
Capacité nominale
(en nF et/ou en uF)

(1) Si différente de la tension nominale.
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1.2 DIMENSIONS
TABLE I
Case size Dimensions (in mm or inches and mm)
reference
L} max W] max | Hj max Lo L3 L; min
((
Notes 1. -When there is no case size referenc ma\\;é:igdtted
and the dimensions shall be given 2 hjth then
becomes Table I.
2. -The dimensions shall be gi imensions or |as
nominal dimensions with a
1.3 RATINGS AND CHARACTERIST

Max. a.c, voltage 5 e)
Max. pu lo.d (i4
Tangent

TABLE II

Capacitance range ( able II)
Tolerance on rated capacifance

Rated voltage see Table II)
Category voltagé (if igab (see Table II)

AN

Insulatio 3
<::§g;:§§;;;\¥@pac1tance and of voltage related to case sizes

SN

Rated vljoltage

Category voltage (1)

Case size Case size

Case size

Case size

Rated capacitance
(in nF and/or uF)

(1) If different from the rated voltage.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

-10 - 384-19-1© C

DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique: Publication 384-1 de la CEI (1982
Condensateurs fixes utilisés dans
équipements électroniques. Premié
partie: Spécification générique.
Modifications No. 2 (1987), No. 3
(1989) et No. 4 (1992).

Spécification intermédiaire: Publication 384-19 de 1la CEI (199
Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques.
Dix-neuviéme partie: Spécificatio
médiaire: Condensateurs fixes chi

pour courant continu 3 diélgg;:ig
film de polytérephtalate~d'éthyl

métallisé.

particuliére.

RENSEIGNEMENTS POUR LES COMMANDES

Les commandes de condens:
contenir au minimum, en c¢

a) Capacité nominale.
b)

c) Tension continue

d) Numéro et|é

modé%i;>
e) Instru

EI:1993

):
les
re

3):

n inter-
pses

ue en

ne

aux

sur

oivent

iviants:

e du

pour les

EXIGENCES\OU’ SEVERITES, COMPLEMENTAIRES DE, OU PLUS SEVERES QUE,

CELLES

SPECIFIEES DANS LA SPECIFICATION GENERIQUE OU INTERMEDIAIRE

“Note. -Des compléments ou des exigences accrues ne devraient &tre
prescrits que lorsque cela est indispensable.

TABLEAU III

Autres caractéristiques

Ce tableau doit étre utilisé pour définir des
caractéristiques qui sont complémentaires ou
plus sévéres que celles qui sont données dans
la spécification intermédiaire.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

RELATED DOCUMENTS

Generic Specification: IEC Publication 384-1 (1982):

Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment. Part 1: Generic Specification.
Amendments No. 2 (1987), No. 3 (1989) and

No. 4 (1992).

Sectional Specification: IEC Publication 384-19 (1993):

Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment. Part 19: Sectional Specifica-
tion: Fixed Metallized Polyethylene-

terephthalate Film Dielectric

Chip D.C. Capacitors.
MARKING

The marking of the capacitor and the package shall be( in accordan

d) Number and j
reference.

detail specification and sty

ce

all be

le

FIED

IC'AND/OR_SECTIONAL SPECIFICATION

Note. -Additions or increased requirements should be specified on
when essential.

TABLE III

Other characteristics

This table is to be used for defining charac-
teristics which are additional to or more
severe than those given in the sectional
specification.

ly
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SECTION DEUX - EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. EXIGENCES POUR LE CONTROLE
2.1 Procédures
2.1.1 - Pour l'homologation, la procédure doit &tre conforme au paragraphe 3.4

de la spécification intermédiaire, Publication 384-19 de la CEI.

2.1.2 - Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme d'essais,
comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exi-
gences est donné au tableau IV, La formation des lots de contr8le est
régie par le paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiaire.

TABLEAU IV

Notes l.| -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essai
voient & la spécification intermédiaire, Publicé
et 3 la section un de cette spécification.

ces ren-
a CEI

2.| -Les niveaux de contrdle et les NQA sont g
de la CEI: Plans et régles d'échantillon
attributs.

on 410
ontrdles |par

3.| -Dans ce tableau: p =

niveau de qudlité acceptable}Publication 410 de la CEI

N Exigences
Q (voir notle 1)
A

Numéro de parag r
et essaij

(voir note 1)

Fev
(=]
~Q
<
3
s QL
a1
"
O
t
®
)
A4
171
/]
[
[
az

(/\\\ (voir note 2)
CONTROLE Dja’\ss\ovm\A\
1

(lot par \\k\

Sous-groupe Al ND S-4 2,5%

4.2 Emeen visuel Selon 4.%2.2
Marquage lisible (si
applicable) et selon
1.5 de la présente
spécification

4.2 Dimensions : Comme spécifiées au

(par mesures) tableau I de la pré-

sente spécification
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SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS

2. INSPECTION REQUIREMENTS
2.1 Procedures
2.1.1 -~ For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with
the Sectional Specification, IEC Publication 384-19, Subclause 3.4.
2.1.2 - For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) in-
cludes sampling, periodicity, severities and requirements. The forma-
tion of inspection lots is covered by Subclause 3.5.1 of the Sectional
Specification.
TABLE IV
Notes 1. -Subclause numbers of tests and performance requ the
Sectional Specification, IEC Publication 384-19\and @ |of this
specification.
2. -Inspection Levels and AQL's are selected 0:
Sampling Plans and Procedures for Inspe
3 -In this table: p = periodicity
sample size
g efectives)
}IEC Publication 410
level
Subclauge number \q</ nditleons \?\tesg I A Performarnce
and Test or te\l) L Q requiremgnts
(see Notle 1) <:>> igiA L (see Notg 1)
/\< , (see Note 2)
GROUP A |INSPECTIQ
(lot-by-{lot)
Sub-group ND S-4 2,5%
4.2 Visuall\- As in 4.3.2
dxamination Legible marking (if
applicable) and as
specified in 1.5 of
this specification
4.2 Dimensions As specified in
(detail) Table I of this

specification
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4.3.2 Capacité

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai N N Exigences
et essai ou |(voir note 1 ) C Q (voir note 1)
(voir note 1) ND A
(voir note 2)
Sous-groupe A2 ND II 1,0%

A 1'intérieur de 1la
tolérance specifiée

4.6 Résistance 3

la chaleur de

soudage

Méthode: ...

4.3.3 Tangente de Fréquence: 1 kHz Selon 4.3.3.2
l'angle de pour toutes les valeurs
pertes de capacité
4.3.1 Tension de Méthode: ... Lquage ni
tenue Point de mesure la rnement.
(Essai A) d'autorégé-
autorisés
4.3.4 Régistance Point de mesure la L4.3
d'[solement //\\\\\~\§;\\\\
(Egsai A) "
CONTROLE| DU GROUPE B \\\;>
(lot par|lot)
v >
Sous-groupe Bl 2,5%
4.7 Soudabilité
4.7.2 Me[ures finales Selon 4.7|2
4.14 Résistance du Marquage jisible
mayquage aux
solvants* Qé::>
applicable)
< » frottement:
oten hydrophile
N\
Numéro de¢ parag he D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note/l) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3)
P n c
CONTROLE DU GROUPE C
(périodique)
Sous-groupe Cl D 3 12 1

* Cet essai peut &tre effectué sur des condensateurs chipses montés sur un substrat.
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Subclaus
and Test
(see Not

e number

e 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Performance
requirements
(see Note 1)

Sub-grou

p A2

4.3.2 Ca

4.3.3 Ta
lo

4.3.1 Vo
(T

4.3.4 In
re
(T

pacitance

ngent of
ss angle

ND

Frequency: 1 kHz
for all capacitance
values

Within specified

tolerance

As in 4.3.3.2

ltage proof
st A)

ulation
istance
pst A)

Method: ...
Measuring point la

Measuring point la

.4.3

GROUP_B

ITNSPECTION

(lot-by-

Sub-grou

lot)

e Bl

4.7 So

4.7.2 Fi
me

4.14 So
ta
ma

(i

lderability

hal
psurements

f applicab

lvent resis-
hce of txii>
rking* <{

ON

ND

N
\S

\Qec very:

As in 4.7(.2

Legible mlarking

AN

Subclaus
and Test
(see Not

£ numbe

[&

D
or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
& criterion

of accepta-
hi'l*ify (s_e_e

Performance
requirements
(see Note| 1)

Note, 3)
p n| c

GROUP C

INSPECTION

(periodi

c)

Sub-group Cl

4.6 Re

S0

sistance to
ldering heat

Method:

* This test may be carried out on chip capacitors mounted on a substrate.

own oOr
Self-
reakdowns
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
(voir note 1)

Effectif de
1'échantillon
et critére
d'acceptation
(voir note 3)

Exigences
(voir note 1)

Si la méthode 1 est

P n| c
4.6.1 Mesures Capacité
initiales
4.6.2 Conditions Durée: 5 s £ 0,5 s 3 12 1
d'essai

4.6.3 Mesures finales

appliqués, 15 Vvitesses

d'immersion et d'émer-
sion doivent étre

25 mm/s %+ 2,5 mm/s
Reprise: 24 h £+ 2 h

Examen visuel

Capacité

A

N
N
>

Selon 4.6.3
1
AC ﬁ 3 |# par rap-
¢ port & la valeur

mesurée au 4.6.1

4,13 Rj:istance du Solvant: Voir la sjpécification
composant aux Températur particulilgdre
solvants (si solvant:
applicable) Méthode

Reprise: \.
N
~—

Sous-groupe C2 D s 3 12 1

4.5 Robustesse ;:s il\ACa cité (Bvec la carte ACl <10 %
eﬂtrémités pr n position
métallisée Idée)

en visuel Pas de dommage

visible

O\
D\

Sous-groupe C

4.1 Montage

Matériau de substrat:
*

4.2.1 Examen visuel

Selon spécification
particuliére

* Lorsque différents matériaux de substrat sont utilisés pour les sous—-groupes indivi-
duellement, la spécification particuliére doit indiquer quel matériau de substrat est
utilisé dans chaque sous-groupe.



https://iecnorm.com/api/?name=bd3f99d8161807dca0e22ddffb2eeeb5

384-19-1 © IEC:1993

-17 -

Subclause number
and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
& criterion
of accepta-
bility (see
Note, 3)

P n| c

Performance
requirements
(see Note 1)

4.,6.1 Initial
measurements

4.6.2 Test conditions

Capacitance

Duration: 5 s £ 0,5 s

If Method 1 is applied,

4.2.1 Visual
exEmination

specific

As in de%ail

puin T
speed shall be 25 mm/s
2,5 mm/s
Recovery: 24 h £+ 2 h <i
4.6.3 Final Visual examination \\\\§\ As in 4.6.3
mejasurements
Capacitance \\\\J ACl < 3 [x of value
c measured in
4.6.1
4.13 Component Solvent; See detaill specifi-
sollvent Solvent cation
resistance Method:
(ilff applicable)
Recovery
Sub-gro C2 D< 3 12 1
4.5 Bond streng \\\/ ACl < 10/ %
of| the end i c
pliating
<j\\\ No visiblle damage
Sub-group C3 D
4.1 Mounting \Q:; Substrate material: ...*

tion

* When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3)
P nijc
4.3.2 Capacité AC £ 2 % par rap-
C | port a 1a valeur
mesurée avant
montage
4.3.3 Tangente de Fréquence: 1 kHz Selon 4.3.3
1'gnglede {pour toutes les valeurs
pefrtes de capacité) de référence
10 kHz pour les conden- esures
sateurs avec Cgp {1 yF ans les
(en complément, voir pes C3.1,
4.3.3.3) 3.4)
4.3.4 Répistance 4.3
d'lisolement
Sous-groupe C3.1 D
4.4  Adhérence
4.8 Variations
rapides de
température
4.8.1 Mepures <:
infitiales | \
4.8.2 Conditions<::> ii\/ re mini-
d'pssai catégorie
rature maxi-
male de catégorie
Cing cycles
urée ty = 30 min
4.8.3 Cont e Examen visuel Pas de dommage
intermé ire visible
4.9 Séuence
cliimatique
4.9.1 Mesures Non requis, voir
initiales Sous-groupe C3
4.9.2 Chaleur Température: température
séche maximale de catégorie
Durée: 16 h
4.9.3 Essai cyclique,
de chaleur hu-
mide, essai Db,
ler cycle
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Subclause number D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note, 3)
P n c
4.3.2 Capacitance AC £ 2 % of the
value measured
before mounting
4.3.3 Tangent of Frequency: 1 kHz (for As in 4.3.3
loss angle all capacitance values)
I0 KkHZ for capacitors e values for
with Cg £ 1 uF (in surements in
addition, see 4.3.3.3) C3.1, C3.3
4.3.4 Insulation 4.3
regsistance
Sub-group C3.1 D
4.4  Adhesion
4.8 Rapid change
off temperature
4.8.1 Initial
melasurements
4.8.2 Test conditions\/<
4$.8.3 In Visual examination No visible damage
in
4.9 Cli
sequence
4.9.1 Initial} Not required, see
measurements Sub-group C3
4.9.2 Dry heat Temperature: upper
category temperature
Duration: 16 h
4.9.3 Damp heat,

cyclic, Test
Db, first cycle
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
(voir note 1)

Effectif de
1'échantillon
et critére
d'acceptation
(voir note 3)

P n| c

Exigences
(voir note 1)

4.9.4 Froid

4.9.5 Essai cyclique
de chaleur hu-

mides;—essai—Db;

Température: température
minimale de catégorie
Durée: 2 h

Moins de 15 min aprés
la sortie de la chambre

cycles restants

4.9.6 Megures finales

4.10.1 Mpsdres
iﬁtttztes

Ly : .
d essatT—HR—durt—étre

appliquée pendant 1l min

Examen visuel

Capacité

Tangente Qe
pertes:

Non requis, voir:

KN
\
D~

asg’ de\dommage

isible

arquage [Lisible

AC1 < 5 | par rap-
/C port{ 2 la valeur

mesutée au
Sousf-groupe C3

Accroissement de
tan §:

£0,005 p
£ 0,008 p

p—

ur classe
ur classe 2

[oy

£ 0,003 ppur classe
£ 0,005 ppur classe 2
par rappogrt aux
valeurs surées

au Sous-gjroupe C3

2 50 % de
données a|

valeurs
4.3.4.3

4.10.2 Mesures
finales

osous-groupe C3

Examen visuel

Capacité

Pas de dommage
visible

AC

£ 5 % par rap-
o

port A la valeur
mesurée au

Sous~groupe C3
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Subclause number

and Test

(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Note
P

3)
n

Sample size
& criterion
of accepta-
bility (see

[+

Performance
requirements
(see Note 1)

4.9.4 Cold

4.9.5 Damp heat,
cyclic, Test

Temperature: lower
category temperature
Duration: 2 h

Within 15 min after re-
moval from test chamber

b 4o h 2 -l od
Yg—to—be—applied—or

1 min

Visual examination

Capacitance

Tangent of loss g

at 10

at 1 kHz

Not required,
Sub-group C3

see

Visual examination

A

\///

No\visible damage
arking

ACl < 5|2 of the
* value measured
in Sub-group C3

Increase |[of tan §:
£ 0,005 flor Grade 1
£ 0,008 flor Grade 2

£ 0,003 flor Grade 1
£ 0,005 flor Grade 2
compared (to values
measured [in Sub-

group C3

2 50 % of values in
4.3.4.3

No visible damage

Capacitance

AC

£ 5 % of the
c

value measured
in Sub-group C3
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
{voir note 3)
P n c
Tangente de 1'angle de Accroissement de
pertes 3 lkHz tan §:
£ 0,005 par rapport
aux valeurs mesurées
au Sous-groupe C3
Résistance—disotement >—50—%des valeurs
Sous-groupe C3.3 D 3 15 z:
4.11  Endurance \\fg
4.11.1 Mesures Non requis, voir :§\
initiales Sous-groupe C3 :::::§§;§\\\\V
4.11.2 Chnditions Voir 4.11.2, 4.11.3 &t \\
dfessai 4.11.4
4.11.5 Mesures Examen viswel <:> ::> Pas de dommage
finales \) visible
Marquage [lisible
Capacité AC £ 5 k& pour
c clasge 1
{8 E pour
clasge 2

B
R

angent dé l'angle de
pextes:
10 kHz pour Cg ﬁ 1 uF

& 1 kHz pour Cg > 1 yF

par rapport aux va-
leurs mesjirées au
Sous~groupe C3

Accroissement de
tan §:
£ 0,003 ppur
< 0,005 ppur

[

classe
classe 2

£ 0,002 ppur classe 1
£ 0,003 ppur classe 2
par rappoft aux va-
leurs mespirées au

Sous-groupe C3.4

4.12

Charge et

décharge

4.12.1 Mesures
initiales

Résistance d'isolement

Non requis, voir

Sous-groupe C3

Sous-groupe C3

2 50 % des valeurs
données au 4.3.4.3
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